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TI'tuIO: DISPOSITIVO, SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACION DE ELEMENTOS
REFLECTORES A PARTIR DE LOS HACES DE LUZ REFLEJADOS EN LOS MISMOS

@Resumen:

Dispositivo, sistema y procedimiento de
caracterizacion de elementos reflectores a partir de
los haces de luz reflejados en los mismos y en
concreto a partir de la calidad de dichos haces de luz.
El dispositivo comprende al menos dos detectores de
ganancia variable dispuestos sobre una estructura
comun, que puede ser portable o fija, y dispuesta para
captar los haces de luz reflejados por al menos un
elemento reflector, preferiblemente un heliostato, y a
partir de al menos un procesador caracterizar la
calidad de dichos haces de luz reflejados y por lo
tanto evaluar la calidad del elemento reflector o
heliostato a partir de su capacidad reflectora.
Asimismo, cada detector comprende una lente para
aumentar la relacion sefal-ruido del haz o haces
reflejados, al menos un sensor de luz en el que se
focalizan el haz o haces captados por la lente, un
sistema automatico de seleccion de la ganancia
asociado al sensor 6ptico y unos medios de
comunicacion de datos asociados al propio
dispositivo. Asimismo, la invencién se refiere a un
sistema y a un procedimiento de caracterizacién de
elementos reflectores, heliostatos, a partir de la
calidad de los haces de luz reflejados en al menos un
elemento reflector o heliostato.
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